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TESTSYSTEM FUR LASTWECHSELFESTIGKEIT
VON HALBLEITERMODULEN
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Mit Hilfe des Testsystems TLW 800
soll das Verhalten von IGBT- und
MOSFET-Modulen sowie Dioden
bei wechselnder Last und Sperr-
schichttemperatur der Bauele-
mente in einem Langzeit-Versuch
untersucht werden.

Bei diesem Test wird ein hoher
Durchlassstrom abwechselnd ein-
und ausgeschaltet, so dass sich pe-
riodisch hohe Anderungen der
Temperatur und des Temperatur-
gradienten im Inneren des Testob-
jekts ergeben.

Bei langer Dauer dieser Beanspru-
chung koénnen sich am Halblei-
terelement Veranderungen erge-

ben, die sich im Durchlassspan-
nungsabfall, im inneren Warmewi-
derstand und im Verlust der Gate-
Steuerbarkeit aufern (Beschadi-
gung der L6étung, Lésung von Bon-
dungen).

Die Bedienung der Anlage erfolgt
ausschlieBlich iber einen integrier-
ten PC, der mit der SPS- Steuerung
Uber eine Netzwerkschnittstelle
verbunden ist.

Ein schnelles Eingreifen bei Ver-
suchsunterbrechungen und damit
eine Reduzierung der Standzeit der
Anlage kann durch die Option,
Mails an eine hinterlegte Adresse
zu senden, erreicht werden.

Merkmale

e L aststromerzeugung bis 800 A

¢ 36 Messstellen, angeordnet in
drei Strangen mit je 12 Pruflin-
gen

e Messstromquelle bis
max. 500 mA

¢ 18 Prufplatze mit Heiz- und Kiihl-
platte, angeordnet in drei Stran-
gen mit je 6 Priflingen

e Zuldssige max. Temperatur
200°C

¢ 36 Thermoelementeingange
(je zwei pro Prufplatz)

¢ 3 Kiihlanlagen
jeder Strang individuell regelbar

e Steuerung zur
automatischen Durchfiihrung von
Dauerversuchen und
Aufzeichnung der Daten

e inkl. Netzwerk-Schnittstelle zur
Fernbetrachtung der Versuchser-
gebnisse

Anwendungen

e Lebensdauertest in Entwicklung
und Qualitatssicherung

e Ermittlung von Rth-Veranderun-
gen wahrend der Bauteillebens-
dauer

¢ Qualifizierung von Bond- und
Létverfahren

¢ Bauteilqualifizierung nach AQG
324



Technische Daten TLW 800

Bereich Auflésung Genauigkeit
Temperaturlastwechselmessung
Parameter
Gate-Spannung -25 bis 25V 1TmV + 50 mV
. 1 5% vom Sollwert
Laststrom 20 bis 800 A 0,1A + 2 % vom Bereich
o
Lastdauer 0,3 s bis 10.000 s 0,005 s = 1% vom Sollwert
+1ms
0,
Messstrom 1 bis 200 mA 1 mA i+01’50/f’ \X;)nT ggrltlevi\grt
Messverzogerung .
+
Lastphase (Mp LAnfang) 10 bis 500 ms 1ms +1ms
Messverzégerung Mess- ;
phase (Mp MAnfang) 10 bis 10.000 s 1 us +1pus+ 120 us
Messung
Gate-Spannung -25 bis 25V 1TmV + 50 mV
o :
Gate-Strom 0 bis 100 pA 0.1 A % 1 % vom Messbersich

+ 0,1 % vom Messwert

+ 0,5 % vom Sollwert

Laststrom: 20 bis 800 A 0,1A + 2 9% vom Bereich
0,
Temperatur -50 bis +200 °C 0,1°C 0.1 % XOZmOé\:Aesswert
0,
Durchlassspannung Vm -4 bis +4 V 0,1 mV 10,1 % vom Messwert
+2mV
. + 0,1 % vom Messwert
Durchlassspannung Ve 0 bis +10 V 1mV +5mV
Netzanschluss 3 x400V ~50/60 Hz
Leistungsaufnahme max. 45 kW
Netzsicherung abhéangig vom Laststrombereich 32 bis 63 A

Messschrank (GrundmaRe, ochne Monitor) ca. 2.000 x 1.820 x 850 mm
Prafkammer (Grundmalfle, ohne Haube) ca. 600 x 2.100 x 800 mm

Gesamtgewicht ca. 1.000 kg
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